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RESUMO

Neste trabalho, iniciado em marco de 2006, pretende-se estudar ressoadores dielétricos
confeccionados de 6xido de zirconio (ZrO,) junto com 6xido de titnio (TiO;) e mais o efeito
de pequenas adicoes de 6xido de estanho (SnO), 6xido de estroncio (SrO) e 6xido de nidbio
(Nb,O:s), verificando as caracteristicas de microestrutura e em microondas. Os pré-requisitos
para um bom desempenho destes ressoadores dielétricos sdo um  alto
valor da constante dielétrica (€>25), um elevado fator de qualidade devido as
perdas dielétricas (Q>3000) e um baixo coeficiente da freqiiéncia de ressonincia
com a temperatura, além de prover facilidade de montagem mecanica devido as suas poucas
dimensodes, peso e adaptabilidade em circuitos integrados de microondas. Tais dispositivos
podem ser utilizados em circuitos de telecomunicacdes via-satélite com grande estabilidade
em freqiiéncia para assegurar uma boa qualidade do sinal portador da informagdo em
processos de transmissdo e recepgao.
Ceramicas foram confeccionadas com ZrO,-TiO; (50%-50% em massa) puros € outras com
adi¢do de 1% de SnO, 1% de SrO e 1% em massa de Nb,Os. A mistura do p6 foi
realizada por wum agitador mecanico por 8 horas, sendo em seguida
compactado por prensagem uniaxial (40 MPa) e prensagem isostitica (300 MPa),
para produzir corpos cilindricos de teste de forma que a propor¢do entre a espessura (H) e o
didametro (D) seja da ordem de H/D=0.4, a fim de evitar a presenca de modos ressonantes
(tipos de oscilacdes) indesejdveis em uma larga faixa de freqiiéncia. Para quaisquer
aplicagoes, a faixa util de freqiiéncia depende das dimensdes do ressoador e do valor da sua
constante dielétrica. As amostras foram sinterizadas em 1200°C
durante 3 horas, e em seguida, levadas para andlise de difracdo de raios X para verificar a
composicio de fases presentes e no microscopio eletronico de varredura para verificar a forma
de agregacdo das redes cristalinas, bem como, a possivel existéncia de poros indesejdveis. Ao
final, espera-se obter cerdmicas com alta densidade relativa de modo que seja minima a
quantidade de poros inseridos, o que poderia afetar de maneira negativa as propriedades
dielétricas em altas freqiiéncias.
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